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SUWAK DO POMIARU ODLEGLOSCI REFLEKSOW NA RENTGENOGRAMACH

Jednym z podstawowych przyrzadoéw laboratorium
rentgenowskiego wyposazonego w aparature z reje-
stracjg fotograficzng jest urzadzenie do pomiaru od-
legloéci refleks6w na rentgenogramach. Szereg firm
produkujacych aparaty i kamery rentgenowskie wy-
rabia takze tego rodzaju przyrzady o réznych cechach
konstrukeyjnych i walorach eksploatacyjnych. Jako
najprostsze mozna wymienié¢ stoliki do odczytywania
rentgenogramow (negatoskopy) pod$wietlane §wiatlem
naturalnym lub sztucznym (z reguly jarzeniowym), na
ktérych za pomocag zwyklej linijki z dokladng skalg
milimetrowg o odpowiedniej diugo$ci dokonuje sie
pomiaréw odlegloéci linii interferencyjnych na rent-
genogramach. Dokladno$é takich pomiaréw nie jest
zbyt wielka (nie przekracza 0,2 mm).

Niektore firmy wyposazaja swoje negatoskopy w
linijki z przezroczystych mas plastycznych, wycecho-
wane w warto$§ciach miedzyplaszczyznowych w ang-
stremach. Linijki te sporzadzone sg dla najczesciej
stosowanych dlugo$ci fal w badaniach rentgenow-
skich. Sg one bardzo wygodne, gdyz pozwalajg unik-
naé¢ zmudnych przeliczen wartosci katowych na od-
leglo§ci miedzyplaszczyznowe. Przy orientacyjnych
i szybkich identyfikacjach substancji ma to duze zna-
czenie, lecz pomiar dokonany za ich pomocg jest
obarczony duzym bledem wskutek trudno$ci w inter-
polacji warto§ci ulamkowych pomiedzy podziatkami
znajdujgcymi sie¢ w zmiennych odleglo$ciach.

Jedng z wad negatoskopéw stosowanych w labo-
ratoriach jest niedoskonalo§é oSwietlenia. Szeroko
stosowane o$wietlenie jarzeniowe jest zbyt jaskrawe
oraz migajace (efekt stroboskopowy), co powoduje
szybkie meczenie si¢ oczu oraz uniemozliwia spostrze-
ganie bardzo slabych linii. O§wietlenie zarowe, pozba-
wione wad o$wietlenia jarzeniowego, jest prawie
w ogéle nie stosowane w negatoskopach ze wzgledu
na silne rozgrzewanie sie lampy oraz wystepowanie
jasnych i ciemnych plam na matéwce.

Linijki do pomiaru rentgenograméw z umieszczo-
nym pod matéwkg odblyénikiem na $wiatlo natural-
ne sy w zasadzie pozbawione wad oméwionych po-
przednio, jednak z praktyki wiadomo, Ze najdrobniej-
sze szczegdly na rentgenogramach najlepiej widoczne
sa przy $wietle dziennym na tle nieba.

Niekiedy do pomiaréw odleglosci refleks6w na
rentigenogramach stosowane sg komparatory spektral-
ne. Urzadzenia te odznaczajg sie wysoka dokladno$cig
i moga by¢ z powodzeniem uzywane do precyzyjnych
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pomiaréw, zwiazanych np. z oznaczaniem parametréw
komérki elementarnej mineratéw. Nie sg natomiast
polecane przy identyfikacjach ze wzgledu na stosowa-
ne w nich duze powiekszenia uniemozliwiajgce po-
miary linii stabo widocznych.

Brak dobrego urzadzenia do pomiaru odleglo$ci
reflekséw na rentgenogramach sklonil autoréw do za-
projektowania i wykonania we wlasnym zakresie ta-
kiego przyrzadu. Urzadzenie to (ryc.) przypomina
duzy suwak logarytmiczny wykonany w calo§ci ze
szkla organicznego ,Pleksiglas”. Posiada ono dwa
przesuwane okienka, na ktoérych umieszczona jest
rysa nastawcza (od spodu szybki) oraz podzialtka no-
niusza (na gérnej powierzchni), umozliwiajace odczyt
z dokladno$cig 0,05 mm. Wielko§¢ suwaka dostosowa-
na jest do filméw z kamer o S$rednicy 57,3 mm
i 1146 mm. Na dolnej, nieruchomej cze$ci suwaka
wygrawerowana jest podzialka milimetrowa od —200
do +200 mm. Tego rodzaju skala oraz dwa okienka
pozwalaja na latwe i jednoczesne ustawienie okienek
na refleksy symetryczne i odczytanie ich odleglo$ci
od $rodka filmu. Ulatwia to lub nawet eliminuje ko-
nieczno§é obliczania §rednich z odezytéw dla reflek-
sow — lewego i prawego. Nalezy dodaé, ze dwa
okienka oraz og6lna dlugo§¢ skali milimetrowej
(400 mm) umozliwiajg takze jednoczesne zalozenie na
suwak dwoch filméw rentgenowskich z matych ka-
mer, co jest bardzo cenne w przypadku koniecznosci
wykonania pomiaréw poréwnawczych. Ogélna dlugosé
suwaka wynosi 430 mm, szeroko$§¢ 65 mm, wysoko§é
wraz z n6zkami 20 mm.

Suwak (komparator) odréznia sie od innych tego
rodzaju urzgdzen nastepujacymi zaletami:

— duza dokladno$cig pomiaru,

— mozliwo$cia uzytkowania przy $wietle dziennym
na tle nieba, co gwarantuje spostrzegalno§é nawet
najstabszych linii na rentgenogramach,

— mozliwo§cia uzytkowania go przy kazdym in-
nym o$wietleniu i przy zastosowaniu réznych typow
negatoskopbw,

— jest latwy w obsludze i prosty w konstrukeji,

— niewielkie rozmiary i lekka konstrukcja

umozliwiaja korzystanie z suwaka prawie w kazdych
warunkach.

Wykonane -egzemplarze prototypowe stuzg po-
my$lnie od ponad roku pracownikom Zakladu Nauk
Geologicznych PAN oraz Katedry Mineralogii i Geo-
chemii UW w ich pracach naukowych i dydaktycz-
nych.
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SUMMARY

A description is given of a device projected and
produced by the present authors {0 measure distances
of reflexes on X-ray patterns, The device here
considered resembles a large slide rule (Fig. 1) and
is made completely of organic glass; it is equipped
with two sliding windows having an adjusting scratch
and a vernier scale that allow to take readings with
an accuracy amounting to 0,06 mm. The size of the
comparator corresponds to that of the films of the
cameras 57,3 mm and 114,86 mm in diameter.

The comparator differs from other devices of this
kind in having, . greater accuracy of measuring,
convenient opera%ion and simple construction. The
prototypes made by the authors proved to be suitable
for both scientific and didactic works.
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PE3IOME

ABTOpE]L ONMCHIBAIOT 3aAMIPOSKTHPORAHHBIA ¥ CO0PY~
SKeHHbIi MMM IpMOOD ANA ONmpemeNeHd PacCTOSEmMit
MeXsy pedrnexcaMy Ha PENITEHOTpAMMaX. YCTpodi-
CTBO HamOMyHAaeT GONBUIYIO JOrapMdMIUIecKyIo JnHeH-
Ky (cmr. 1), BBEIOIHEHHYIO MOJHOCCTBHIO M3 OPTCTEEJA,
¢ JBYMsA TICDENBVODKHLIMM DAMEaMM, HA KOTOPBIX. IIO-
MEIEIOTCH HaIpaBIdoniasd 9epTa ¥ HOHMYC, I03BONA-
roupni Gpark orcYeT ¢ ToUHOCTHIO mo 0,05 MM Bemn-
YyEa JAHEEY TIPUCTIoco0IeHa AN TWISHOK KaMep Aua-
merpa 57,3 1 114,86 MMm.

JiyHeliEa (KOMIIAPATOD) OFAMIASTCH OT OPYTHMX ITpU-
coocobiIerEmil 9MOro poma OONBINO) TOUHOCTHIO 3aMe-
POB, IIPOCTOTON IIPOMSBBOACTBA 3aMEPOB Y HECIIOMEON
KOHCTPYKIpiel. IIpMTOMHOCT: BBIIYIEHHBIX IIPOTOTH-
II0B JOKAa3aHa 8 HAYIHBEIX ;1 JMAGKTVMYECKMX paloTax.
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